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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE
____________

CONNEXIONS SANS SOUDURE –

Partie 7: Connexions à ressort – Règles générales,
méthodes d’essai et guide pratique

AVANT-PROPOS
1) La CEI (Commission Électrotechnique Internationale) est une organisation mondiale de normalisation composée

de l'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de la CEI). La CEI a pour objet de
favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de normalisation dans les domaines de
l'électricité et de l'électronique. A cet effet, la CEI, entre autres activités, publie des Normes internationales.
Leur élaboration est confiée à des comités d'études, aux travaux desquels tout Comité national intéressé par le
sujet traité peut participer. Les organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en
liaison avec la CEI, participent également aux travaux. La CEI collabore étroitement avec l'Organisation
Internationale de Normalisation (ISO), selon des conditions fixées par accord entre les deux organisations.

2) Les décisions ou accords officiels de la CEI concernant les questions techniques représentent, dans la mesure
du possible, un accord international sur les sujets étudiés, étant donné que les Comités nationaux intéressés
sont représentés dans chaque comité d’études.

3) Les documents produits se présentent sous la forme de recommandations internationales. Ils sont publiés
comme normes, spécifications techniques, rapports techniques ou guides et agréés comme tels par les Comités
nationaux.

4) Dans le but d'encourager l'unification internationale, les Comités nationaux de la CEI s'engagent à appliquer de
façon transparente, dans toute la mesure possible, les Normes internationales de la CEI dans leurs normes
nationales et régionales. Toute divergence entre la norme de la CEI et la norme nationale ou régionale
correspondante doit être indiquée en termes clairs dans cette dernière.

5) La CEI n’a fixé aucune procédure concernant le marquage comme indication d’approbation et sa responsabilité
n’est pas engagée quand un matériel est déclaré conforme à l’une de ses normes.

6) L’attention est attirée sur le fait que certains des éléments de la présente Norme internationale peuvent faire
l’objet de droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. La CEI ne saurait être tenue pour
responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et de ne pas avoir signalé leur existence

La Norme internationale CEI 60352-7 a été établie par le sous-comité 48B: Connecteurs, du
comité d'études 48 de la CEI: Composants électromécaniques et structures mécaniques pour
équipements électroniques.

Cette version bilingue (2003-01) remplace la version monolingue anglaise.

Le texte anglais de cette norme est issu des documents 48B/1228/FDIS et 48B/1243/RVD.

Le rapport de vote 48B/1243/RVD donne toute information sur le vote ayant abouti à l’appro-
bation de cette norme.

La version française de cette norme n’a pas été soumise au vote.

Cette publication a été rédigée selon les Directives ISO/CEI, Partie 2.

Le comité a décidé que le contenu de cette publication ne sera pas modifié avant 2007.

A cette date, la publication sera
• reconduite;
• supprimée;
• remplacée par une édition révisée, ou
• amendée.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION
____________

SOLDERLESS CONNECTIONS –

Part 7: Spring clamp connections – General requirements,
test methods and practical guidance

FOREWORD
1) The IEC (International Electrotechnical Commission) is a worldwide organization for standardization comprising

all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of the IEC is to promote
international co-operation on all questions concerning standardization in the electrical and electronic fields. To
this end and in addition to other activities, the IEC publishes International Standards. Their preparation is
entrusted to technical committees; any IEC National Committee interested in the subject dealt with may
participate in this preparatory work. International, governmental and non-governmental organizations liaising
with the IEC also participate in this preparation. The IEC collaborates closely with the International Organization
for Standardization (ISO) in accordance with conditions determined by agreement between the two
organizations.

2) The formal decisions or agreements of the IEC on technical matters express, as nearly as possible, an
international consensus of opinion on the relevant subjects since each technical committee has representation
from all interested National Committees.

3) The documents produced have the form of recommendations for international use and are published in the form
of standards, technical specifications, technical reports or guides and they are accepted by the National
Committees in that sense.

4) In order to promote international unification, IEC National Committees undertake to apply IEC International
Standards transparently to the maximum extent possible in their national and regional standards. Any
divergence between the IEC Standard and the corresponding national or regional standard shall be clearly
indicated in the latter.

5) The IEC provides no marking procedure to indicate its approval and cannot be rendered responsible for any
equipment declared to be in conformity with one of its standards.

6) Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this International Standard may be the subject
of patent rights. The IEC shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

International Standard IEC 60352-7 has been prepared by subcommittee 48B: Connectors, of
IEC technical committee 48: Electromechanical components and mechanical structures for
electronic equipment.

This bilingual version (2003-01) replaces the English version.

The text of this standard is based on the following documents:

FDIS Report on voting

48B/1228/FDIS 48B/1243/RVD

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on
voting indicated in the above table.

The French version of this standard has not been voted upon.

This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 2.

The committee has decided that the contents of this publication will remain unchanged until 2007.
At this date, the publication will be

• reconfirmed;
• withdrawn;
• replaced by a revised edition, or
• amended.
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INTRODUCTION

La présente partie de la CEI 60352 contient des exigences, des essais et un guide pratique.

Deux programmes d'essais sont proposés.

a) Le programme d'essais de base s’applique aux connexions à ressort conformes à toutes
les exigences de l’article 4. Ces exigences sont élaborées à partir de l’expérience acquise
sur des applications menées à bien sur de telles connexions à ressort.

b) Le programme d'essais complet s’applique aux connexions à ressort qui ne sont pas
totalement conformes à toutes les exigences de l’article 4, par exemple celles réalisées à
partir de matières ou de traitements de surface non définis dans l’article 4. Cette approche
permet un contrôle optimisé en coût et en temps, en utilisant un programme d’essais de
base réduit pour les connexions à ressort éprouvées et un programme d’essais complet
étendu pour les connexions à ressort nécessitant une vérification complète des
performances.

Les valeurs données dans cette norme sont des valeurs minimales qui sont harmonisées avec
d’autres documents de la CEI. D’autres normes peuvent spécifier d’autres valeurs.
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INTRODUCTION

This part of IEC 60352 includes requirements, tests and practical guidance information.

Two test schedules are provided.

a) The basic test schedule applies to spring-clamp connections which conform to all require-
ments of clause 4. These requirements are derived from experience with successful
applications of such spring-clamp connections.

b) The full test schedule applies to spring-clamp connections which do not fully conform to all
requirements of clause 4, for example which are manufactured using materials or finishes
not included in clause 4. This approach permits cost and time effective performance
verification using a limited basic test schedule for established spring-clamp connections
and an expanded full test schedule for spring-clamp connections requiring more extensive
performance validation.

The values given in this specification are minimum values, which are harmonized with other
IEC documents. Other standards may specify other values.
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CONNEXIONS SANS SOUDURE –

Partie 7: Connexions à ressort– Règles générales,
 méthodes d’essai et guide pratique

1 Domaine d’application et objet

La présente partie de la CEI 60352 est applicable aux connexions à ressort réalisées avec du
fil dénudé sans autre préparation,

– sur des conducteurs rigides de 0,32 mm à 3,7 mm de diamètre nominal (section: 0,08 mm2

à 10 mm2), ou
– sur des conducteurs divisés de section: 0,08 mm2 à 10 mm2, ou
– sur des conducteurs souples de section: 0,08 mm2 à 10 mm2,

selon la CEI 60228 ou la CEI 60189-3, utilisées dans les équipements de télécommunication et
les systèmes électroniques employant des techniques similaires.

Des informations sur les matières et des résultats provenant de l'expérience industrielle y sont
inclus en supplément aux méthodes d'essais, pour assurer des connexions électriquement
stables dans les conditions d'environnement prescrites.

L'objet de cette partie de la CEI 60352 est de déterminer la conformité des connexions à
ressort dans des conditions mécaniques, électriques et atmosphériques spécifiées.

NOTE  Le guide 109 de la CEI met en évidence le besoin de réduire l’incidence d’un produit sur l’environnement
naturel tout au long du cycle de vie du produit. Il doit être entendu que quelques-unes des matières autorisées dans
cette norme sont reconnues comme pouvant avoir un effet négatif sur l’environnement. Dès que les progrès
technologiques conduiront à des alternatives acceptables pour ces matières, celles-ci seront éliminées de cette
norme.

2 Références normatives

Les documents de référence suivants sont indispensables pour l’application du présent
document. Pour les références datées, seule l’édition citée s’applique. Pour les références non
datées, la dernière édition du document de référence s’applique (y compris les éventuels
amendements).

CEI 60050(581):1978, Vocabulaire Electrotechnique International (VEI) – Chapitre 581:
Composants électromécaniques pour équipements électroniques
Amendement 1 (1998)

CEI 60068-1:1988, Essais d’environnement – Partie 1: Généralités et guide
Amendement 1 (1992)

CEI 60189-3:1988, Câbles et fils pour basses fréquences isolés au PVC et sous gaine de PVC –
Troisième partie: Fils d'équipement en conducteurs simples en paires et en tierces, à
conducteur massif ou divisé, isolés au PVC

CEI 60228:1978, Ames des câbles isolés
Amendement 1 (1993)

CEI 60512 (toutes parties), Connecteurs pour équipements électroniques – Essais et mesures
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SOLDERLESS CONNECTIONS –

Part 7: Spring clamp connections – General requirements,
test methods and practical guidance

1 Scope and object

This part of IEC 60352 is applicable to spring-clamp connections made with stripped wire
without further preparation:

– solid conductors of 0,32 mm to 3,7 mm nominal diameter (0,08 mm2 to 10 mm2 cross-
section), or

– stranded conductors of 0,08 mm2 to 10 mm2 cross-section, or
– flexible conductors of 0,08 mm2 to 10 mm2 cross-section

according to IEC 60228 or IEC 60189-3 for use in telecommunication equipment and in
electronic devices employing similar techniques.

Information on materials and data from industrial experience is included in addition to the test
procedures to provide electrically stable connections under prescribed environmental conditions.

The object of this part of IEC 60352 is to determine the suitability of spring-clamp  connections
under specified mechanical, electrical and atmospheric conditions.

NOTE  IEC Guide 109 advocates the need to minimize the impact of a product on the natural environment
throughout the product life cycle. It is understood that some of the materials permitted in this standard may have a
negative environmental impact. As technological advances lead to acceptable alternatives for these materials, they
will be eliminated from this standard.

2 Normative references

The following referenced documents are indispensable for the application of this document. For
dated references, only the edition cited applies. For undated references, the latest edition of
the referenced document (including any amendments) applies.

IEC 60050(581):1978, International Electrotechnical Vocabulary (IEV) – Chapter 581: Electro-
mechanical components for electronic equipment
Amendment 1 (1998)

IEC 60068-1:1988, Environmental testing – Part 1: General and guidance
Amendment 1 (1992)

IEC 60189-3:1988, Low frequency cables and wires with PVC insulation and PVC sheath –
Part 3: Equipment wires with solid or stranded conductor, PVC insulated, in singles,
pairs and triples

IEC 60228:1978, Conductors of insulated cables 
Amendment 1 (1993)

IEC 60512 (all parts), Connectors for electronic equipment – Tests and measurements
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CEI 60512-1-100, Connecteurs pour équipements électroniques – Essais et mesures –
Partie 1-100: Généralités – Publications applicables

CEI 60884-1:1994, Prises de courant pour usages domestiques et analogues – Partie 1:
Règles générales

3 Définitions

Pour les besoins de la présente partie de la CEI 60352, les termes et définitions de la CEI
60050(581) et de la CEI 60512-1 ainsi que les termes et définitions suivants sont applicables.

3.1
contact à ressort
partie du contact ou du raccord à laquelle seulement un conducteur simple est connecté par
l’intermédiaire d’un ressort

3.1.1
contact à ressort universel
contact à ressort destiné à accepter des conducteurs rigides , divisés et souples sans
préparation

3.1.2
contact à ressort non universel
contact à ressort destiné à accepter des conducteurs d’une classe seulement, par exemple
seulement des conducteurs rigides, ou de deux classes seulement, par exemple rigides et
divisés mais non pas souples

3.1.3
contact à ressort à introduction en poussant sur le fil
contact à ressort non universel dans lequel la connexion est réalisée par poussée sur le
conducteur rigide ou divisé

3.2
connexion à ressort
connexion sans soudure réalisée par le serrage d’un conducteur à l’aide d’un contact à ressort,
voir figure 1

Figure 1a – Connexion à ressort, manœuvrée sans outil

Figure 1b – Connexion à ressort, manœuvrée avec outil

IEC  1988/02

IEC  1989/02
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IEC 60512-1-100, Connectors for electronic equipment – Tests and measurements – Part 1-100:
General – Applicable publications

IEC 60884-1:1994, Plug and socket-outlets for household and similar purposes – Part 1:
General requirements

3 Definitions

For the purpose of this part of IEC 60352, the terms and definitions of IEC 60050(581) and
IEC 60512-1 and the following additional terms and definitions apply:

3.1
spring-clamp termination
part of the contact or terminal to which one single conductor only is connected by means
of a spring

3.1.1
universal spring-clamp termination
spring-clamp termination intended to accept solid, stranded and flexible unprepared conductors

3.1.2
non-universal spring-clamp termination
spring-clamp termination intended to accept conductors of one class only, for example
solid conductors only, or conductors of two classes only, for example solid and stranded
but not flexible

3.1.3
push-in spring-clamp termination
non-universal spring-clamp termination in which the connection is made by pushing in a solid
or stranded conductor

3.2
spring-clamp connection
solderless connection achieved by clamping a conductor with a spring-clamp termination,
see figure 1

Figure 1a – Spring-clamp connection, operated without a tool

Figure 1b – Spring-clamp connection, operated with a tool

IEC   1988/02

IEC   1989/02
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Figure 1c – Connexion à ressort, manœuvrée avec un organe de commande

Figure 1d – Connexions à ressort, à partir d’un contact à ressort à poussée
sur le conducteur de fil rigide

Figure 1 – Exemples de connexions à ressort

3.3
contact à ressort
contact conçu pour accepter un conducteur dans le but d’établir une connexion par contact
à ressort, voir figure 2

Figure 2 – Exemple d’un contact à ressort

3.4
composant à contacts à ressort
composant pour connexions électriques d’un ou plusieurs conducteurs qui comprend un ou
plusieurs contacts à ressort et, si nécessaire, de l’isolant et/ou des pièces auxiliaires

3.5
organe de commande
partie d’un raccord ou d’un contact à ressort à laquelle une force externe est appliquée. Le
mouvement de l’organe de commande entraîne la mise en service ou hors service du ressort

[VEI 581-11-09, modifiée]

IEC  1992/02

IEC   1990/02

IEC   1991/02

L
IC

E
N

SE
D

 T
O

 M
E

C
O

N
 L

im
ited. - R

A
N

C
H

I/B
A

N
G

A
L

O
R

E
FO

R
 IN

T
E

R
N

A
L

 U
SE

 A
T

 T
H

IS L
O

C
A

T
IO

N
 O

N
L

Y
, SU

PPL
IE

D
 B

Y
 B

O
O

K
 SU

PPL
Y

 B
U

R
E

A
U

.



60352-7   IEC:2003 – 13 –

Figure 1c – Spring-clamp connection, operated with an actuating element

Figure 1d – Spring-clamp connections, with a push-in
spring-clamp termination, with solid wires

Figure 1 – Examples of spring-clamp connections

3.3
spring-clamp terminal
terminal designed to accept a conductor for the purpose of establishing a spring-clamp
connection, see figure 2

Figure 2 – Example of a spring-clamp terminal

3.4
spring-clamp connecting device
device for the electrical connection of one or more conductors comprising one or more spring-
clamp terminations and, if necessary, insulation and/or auxiliary parts

3.5
actuating element
part of a spring-clamp termination or terminal to which an external force is to be applied.
Movement of the actuating element provides a means for activating or deactivating the spring.

[ IEV 581-11-09, modified]

IEC   1992/02

IEC   1990/02

IEC   1991/02
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4 Exigences

4.1 Exécution

Les connexions doivent être exécutées de façon soignée et dans les règles de l’art.

4.2 Outils

Les outils, si nécessaire, doivent être utilisés et inspectés en accord avec les instructions
données par le fabricant.

4.3 Contacts à ressort

4.3.1 Matières

– Matières pour les pièces parcourues par du courant:
des nuances adaptées du cuivre ou des alliages de cuivre doivent être utilisés;

– Matières pour les pièces du ressort de serrage:
des nuances adaptées des alliages de cuivre ou d’acier doivent être utilisées.

4.3.2 Traitement de surface

La surface de contact des pièces parcourues par le courant doit être revêtue d’étain ou
d’alliage d’étain.

La surface doit être exempte de contamination ou de corrosion néfastes pour les
performances.

4.4 Caractéristiques de conception

Les contacts à ressort doivent être conçus de manière à ce que les pièces de serrage à ressort
établissent une force suffisante pour réaliser une connexion fiable.

Dans un composant de contacts à ressort, chaque conducteur doit être serré séparément.

Les ouvertures pour l’utilisation d’un outil en vue de faciliter l’insertion ou l’extraction du
conducteur doivent être clairement reconnaissables des trous d’entrée des conducteurs.

Dimensions

La bonne aptitude d’une connexion à ressort dépend à la fois des dimensions de la borne et
des caractéristiques des matériaux utilisés.

Les dimensions doivent être choisies de manière à convenir au fil ou à la gamme de fils pour
lesquels la borne est conçue.

La bonne aptitude est vérifiée en appliquant les programmes d’essais donnés à l’article 5.

4.5 Fils

Les fils de conducteurs rigides, divisés et souples suivant la CEI 60228 ou la CEI 60189-3
doivent être utilisés selon le type de connexions à ressort utilisées.

4.5.1 Matières

Le conducteur utilisé doit être fait de cuivre recuit.
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4 Requirements

4.1 Workmanship

The connection shall be processed in a careful and workmanlike manner, in accordance with
good current practice.

4.2 Tools

Tools, if necessary, shall be used and inspected according to the instructions given by the
manufacturer.

4.3 Spring-clamp terminations

4.3.1 Materials

– Materials for the current-carrying parts:
suitable grades of copper or copper alloy shall be used.

– Materials for the spring-clamp parts:
suitable grades of copper alloy or steel shall be used.

4.3.2 Surface finishes

The contact area of the current-carrying parts shall be plated with tin or tin-alloy.

The surface shall be free of detrimental contamination or corrosion.

4.4 Design features

Spring-clamp terminations shall be designed so that the spring-clamp parts establish a
sufficient force to produce a reliable connection.

In a spring-clamp connecting device, each conductor shall be clamped individually.

The openings for use of a tool intended to assist the insertion or withdrawal of the conductor
shall be clearly distinguishable from the conductors entry hole.

Dimensions

The suitability of a spring clamp connection depends on the dimensions of the termination
together with the characteristics of the materials used.

The dimensions shall be chosen so as to be suitable for the wire or the range of wires for which
the termination is designed.

The suitability is verified by applying the test schedules given in clause 5.

4.5 Wires

Wires with solid, stranded and flexible conductors according to IEC 60228 or IEC 60189-3 shall
be used depending on the type of spring-clamp terminations.

4.5.1 Materials

The conductor used shall be made of annealed copper.
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4.5.2 Dimensions

Différentes gammes de fils doivent être utilisées:

– des fils rigides de 0,32 mm à 3,7 mm de diamètre nominal (section 0,08 mm2 à 10 mm2),
ou

– des fils divisés de section: 0,08 mm2 à 10 mm2, ou
– des fils souples de section: 0,08 mm2 à 10 mm2.

4.5.3 Traitement de surface

Le conducteur doit être brut ou revêtu d’étain ou d’alliage d’étain.

La surface du conducteur doit être exempte de contamination et de corrosion qui réduisent les
performances.

4.5.4 Isolant du fil

Il doit être possible de dénuder facilement l’isolant du fil, sans altérer les caractéristiques
physiques du conducteur ou des brins.

4.6 Connexion à ressort

a) La combinaison du fil et du contact à ressort doit être compatible.
b) Le fil doit être dénudé sur la longueur correcte définie par le fabricant. La partie dénudée

du conducteur ne doit pas être endommagée et doit être propre et exempte de morceaux
d’isolant.

c) Le conducteur doit être placé correctement dans la connexion à ressort , c’est-à-dire à la
profondeur correcte définie par le fabricant.
Tous les brins du fil doivent être dans la connexion à ressort.

5 Essais

5.1 Essais

5.1.1 Généralités

Comme cela est expliqué dans l’introduction, il y a deux programmes d’essais qui doivent être
appliqués dans les conditions suivantes:

– les connexions à ressort conformes à toutes les exigences de l’article 4 doivent être
essayées et répondre à toutes les exigences du programme d’essais de base de 5.3.2;

– les connexions à ressort qui ne sont pas totalement conformes aux exigences de l’article 4,
par exemple celles qui sont faites avec des fils de type différent, et/ou des connexions de
taille différente et/ou de matières différentes, doivent être essayées et répondre aux
exigences du programme d’essais complet donné en 5.3.3.

5.1.2 Conditions normales d'essai

Sauf indication contraire, tous les essais doivent être effectués dans les conditions normales
d'essai définies dans la CEI 60512-1.

La température ambiante et l'humidité relative auxquelles les mesures sont effectuées doivent
être mentionnées dans le rapport d'essai.
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4.5.2 Dimensions
Wires with the following dimensions shall be used:
– solid wires of 0,32 mm to 3,7 mm nominal diameter (0,08 mm2 to 10 mm2 cross-section), or
– stranded wires of 0,08 mm2 to 10 mm2 cross-section, or
– flexible wires of 0,08 mm2 to 10 mm2 cross-section.

4.5.3 Surface finishes

The conductor shall be unplated or plated with tin or tin-alloy.

The conductor surface shall be free of contamination and corrosion which degrades
performance.

4.5.4 Wire insulation

The insulation shall be capable of being readily stripped from the conductor without changing
the physical characteristics of the conductor or strands.

4.6 Spring-clamp connections

a) The combination of wire and spring-clamp termination shall be compatible.
b) The wire shall be stripped to the correct length specified by the manufacturer. The stripped

part of the conductor shall not be damaged and shall be clean and free from particles
of insulation.

c) The conductor shall be correctly located in the spring-clamp termination at the correct
depth specified by the manufacturer.
All strands of the wire shall be within the spring-clamp termination.

5 Tests

5.1 Testing

5.1.1 General

As explained in the introduction, there are two test schedules which shall be applied according
to the following conditions:

– spring-clamp connections which conform to all the requirements of clause 4 shall be tested
in accordance with and meet the requirements of the basic test schedule, see 5.3.2;

– spring-clamp connections which do not fully conform to all the requirements of clause 4, for
example which are made with different wire types and/or termination sizes and/or materials,
shall be tested and meet the requirements of the full test schedule given in 5.3.3.

5.1.2 Standard conditions for testing

Unless otherwise specified, all tests shall be carried out under standard conditions for testing
as specified in IEC 60512-1.

The ambient temperature and the relative humidity at which the measurements are made shall
be stated in the test report.
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En cas de désaccord sur les résultats d'essai, l'essai doit être répété suivant l'une des
conditions d'arbitrage indiquées dans la CEI 60068-1.

5.1.3 Préconditionnement

Lorsque cela est spécifié, les connexions doivent être préconditionnées dans les conditions
normales d'essai durant 24 h, suivant la CEI 60512-1.

5.1.4 Reprise

Lorsque cela est spécifié, les spécimens doivent avoir une durée de reprise dans les conditions
normales d'essai de 1 h à 2 h après l'épreuve.

5.1.5 Montage des spécimens

a) Lorsqu'un montage est requis dans un essai, les spécimens doivent être montés en
utilisant une méthode normale de montage, sauf spécification contraire.

b) Un spécimen d’essai doit être une connexion à ressort préparée selon les exigences des
programmes d’essais.

NOTE  Lorsque plus de spécimens d’essai sont exigés, ils peuvent faire partie du même composant
multicontact de connexions à ressort.

5.2 Méthodes d’essai et exigences

NOTE  Dans la mesure où une méthode d'essai est décrite dans cette norme, il est convenu que sa description
sera remplacée par une référence à la partie concernée de la CEI 60512 aussitôt que la méthode d'essai
correspondante y sera incluse. La CEI 60512-1-100 contient une liste des méthodes d’essai et des parties
appropriées de la série CEI 60512.

5.2.1 Examen général

Les essais doivent être effectués conformément à l'essai 1a: examen visuel, de la CEI 60512
et à l'essai 1b: examen de dimension et de masse, de la CEI 60512. L'examen visuel peut être
effectué avec un grossissement d'environ cinq fois.

Toutes les connexions à ressort doivent être examinées pour s'assurer qu'elles sont conformes
aux exigences de 4.3 à 4.6.

5.2.2 Essais mécaniques

5.2.2.1 Tenue à la traction

L’essai doit être effectué conformément à l’essai 16t: tenue mécanique (sortie câblée de
connexions sans soudure), de la CEI 60512, méthode A.

Exigence:

La tenue à la traction des connexions à ressort ne doit pas être inférieure aux valeurs du
tableau 1, sauf indication contraire de la spécification particulière.
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In case of dispute about test results, the test shall be repeated at one of the referred conditions
of IEC 60068-1.

5.1.3 Preconditioning

Where specified, the connections shall be preconditioned under standard conditions for testing
for a period of 24 h, in accordance with IEC 60512-1.

5.1.4 Recovery

Where specified, the specimen shall be allowed to recover under standard conditions for
testing for a period of 1 h to 2 h, after conditioning.

5.1.5 Mounting of specimen

a) When mounting is required in a test, the specimens shall be mounted using the normal
mounting method, unless otherwise specified.

b) Each test specimen shall consist of one spring-clamp connection prepared as required in
the test schedules.
NOTE  When more test specimens are required, they may be part of the same multipole spring-clamp
connecting devices.

5.2 Test methods and test requirements

NOTE  As far as test methods are described in this standard, it is intended that the description will be replaced by
a reference to the appropriate part of IEC 60512 as soon as the relevant test method is included in IEC 60512.
IEC 60512-1-100 contains a list of test methods and the relevant parts of the IEC 60512 series.

5.2.1 General examination

The examination shall be carried out in accordance with Test 1a: Visual examination, of
IEC 60512, and Test 1b: Examination of dimension and mass, of IEC 60512. The visual
examination test may be carried out with magnification up to approximately five times.

All spring-clamp terminations and wires shall be examined to ensure that the applicable
requirements of 4.3 to 4.6 have been met.

5.2.2 Mechanical tests

5.2.2.1 Tensile strength

The test shall be carried out in accordance with Test 16t: Mechanical strength (wired
terminations of solderless connections), method A, of IEC 60512.

Requirement:

The tensile strength of spring-clamp connections shall be not less than specified in table 1,
unless otherwise specified by the detail specification.
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Tableau 1 – Valeurs de tenue à la traction

Section du conducteur

mm2

Valeur de tenue
à la traction

N min.

≥ 0,08

0,22

0,34

0,5

0,75

1,0

1,5

2,5

4,0

6,0

10,0

4

10

15

20

30

35

40

50

60

80

90

5.2.2.2 Déflexion du fil

NOTE  Cette méthode d’essai est conforme à l’essai de déflexion de la CEI 60884-1.

Les connexions à ressort doivent être conçues de telle façon qu’un conducteur rigide massif
inséré reste serré, même lorsque le conducteur a subi une déflexion pendant son installation
normale, par exemple au cours du montage dans une boîte, et que la contrainte en résultant a
été transférée à l’organe de serrage.

La conformité est vérifiée par l’essai suivant, effectué sur des échantillons n’ayant été utilisés
pour aucun autre essai.
a) Appareil d’essai

L’appareil d’essai dont le principe est indiqué à la figure 3 doit être construit de telle façon
que:
– un conducteur spécifié, convenablement introduit dans une borne, puisse subir une

déflexion dans l’une quelconque des 12 directions à 30°, avec une tolérance relative à
chaque direction de ± 5° et;

– le point de démarrage puisse être modifié de 10° à 20° par rapport au point original.
NOTE  Il n’est pas nécessaire de spécifier une direction de référence.

La déflexion du conducteur à partir de sa position droite vers les positions d’essai doit
être effectuée au moyen d’un dispositif approprié exerçant sur le conducteur, à une
certaine distance du contact, une force spécifiée.
Le dispositif de déflexion doit être conçu de telle façon que:

– la force soit appliquée dans la direction perpendiculaire à l’axe du conducteur droit;
– la déflexion soit obtenue sans rotation ou déplacement du conducteur dans l’organe de

serrage, et
– la force reste appliquée pendant que la mesure de la chute de tension est effectuée.
Des dispositions doivent être prises pour que l’on puisse mesurer la chute de tension à
travers l’organe de serrage en essai lorsque le conducteur est raccordé, comme indiqué
par exemple à la figure 3.

b) Méthode d’essai

L’échantillon est monté sur la partie fixe de l’appareil d’essai de telle façon que le
conducteur spécifié puisse être dévié librement après qu’il a été inséré dans l’organe de
serrage en essai.
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Table 1 – Values of tensile strength

Conductor cross-section Values of tensile strength

mm2 N min.

≥0,08

0,22

0,34

0,5

0,75

1,0

1,5

2,5

4,0

6,0

10,0

4

10

15

20

30

35

40

50

60

80

90

5.2.2.2 Wire deflection

NOTE  This test method is in accordance with the deflection test of IEC 60884-1.

Spring clamp terminations shall be so designed that the inserted solid conductor remains
clamped, even when the conductor has been deflected during normal installation, for example,
during mounting in a box, and the deflecting stress is transferred to the spring-clamp
termination.

Compliance is checked by the following test which is made on specimens which have not been
used for any other test.

a) Test apparatus
The test apparatus, the principle of which is shown in figure 3, shall be so constructed that:
– a specified conductor, properly inserted into a terminal, is allowed to be deflected in any

of the 12 directions differing from each other by 30°, with a tolerance referred to each
direction of ±5° and;

– the starting point can be varied by 10° and 20° from the original point.
NOTE  A reference direction need not be specified.

The deflection of the conductor from its straight position to the testing positions shall be
effected by means of a suitable device applying a specified force to the conductor at
a certain distance from the terminal.
The deflecting device shall be so designed that:
– the force is applied in the direction perpendicular to the undeflected conductor;
– the deflection is attained without rotation or displacement of the conductor within the

clamping unit, and
– the force remains applied whilst the prescribed voltage drop measurement is made.
Provisions shall be made so that the voltage drop across the spring-clamp termination
under test can be measured when the conductor is connected, as shown for example in
figure 3.

b) Test method
The specimen is mounted on the fixed part of the test apparatus in such a way that the
specified conductor inserted into the spring-clamp termination under test can be freely
deflected.
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La surface du conducteur d’essai doit être exempte de contamination ou de corrosion
néfaste.

NOTE 1  Si nécessaire, le conducteur inséré peut être courbé de façon permanente autour d’obstacles de
façon que ceux-ci n’influencent pas les résultats d’essai.

NOTE 2  Dans certain cas, à l’exception du cas de guidage pour le conducteur, il peut être indiqué de retirer
les parties de l’échantillon qui ne permettent pas la déflexion du conducteur correspondant à la force à
appliquer.

Un contact à ressort est équipé comme pour un usage normal d’un fil de cuivre rigide ayant
la plus petite section spécifiée par le fabricant et est soumis à la première séquence
d’essai. Le même contact à ressort est soumis à une seconde séquence d’essai en utilisant
le conducteur ayant la plus grande section, sauf si la première séquence a échoué.

La force pour fléchir le conducteur est spécifiée dans le tableau 2, la distance de 100 mm
étant mesurée depuis l’extrémité du contact, y compris l’éventuel guidage du conducteur,
jusqu’au point d’application de la force au conducteur.

L’essai est fait avec un courant permanent (c’est-à-dire que le courant n’est établi ni coupé
durant l’essai); il y a lieu d’utiliser une alimentation appropriée de façon que les variations
du courant soient maintenues à ±5 % pendant l’essai.

Tableau 2 – Valeurs pour l’essai de déflexion du fil

Section du conducteur en essai
mm2

Force pour la déflexion du conducteur d’essai a

N

≤ 0,5

0,75

1,0

1,5

2,5

4

6

10

0,09

0,16

0,25

0,5

1,0

2,0

3,5

7,0

a Ces forces sont choisies de telle façon qu’elles contraignent les conducteurs à une valeur proche
de la limite élastique.

c) Procédure d’essai
Un dixième du courant d’essai assigné au fil suivant le tableau 4 est appliqué à la
connexion à ressort en essai. Une force conforme au tableau 2 est appliquée au
conducteur d’essai inséré dans le contact à ressort à essayer dans la direction de l’une des
12 directions indiquées à la figure 3 et la chute de tension dans la connexion à ressort est
mesurée. La force est ensuite supprimée.
La force est ensuite appliquée successivement dans chacune des 11 directions restantes
indiquées à la figure 3 en suivant la même procédure d’essai.
Si pour l’une des 12 directions d’essai la chute de tension est supérieure à 2,5 mV, la force
est maintenue appliquée dans la limite de 1 min jusqu’à ce que la chute de tension soit
réduite à une valeur inférieure à 2,5 mV. Après que la chute de tension ait atteint une
valeur inférieure ou égale à 2,5 mV, la force est maintenue appliquée pendant encore 30 s
pendant lesquelles la chute de tension ne doit pas augmenter.
Les autres échantillons du lot sont essayés en suivant la même procédure, mais en
décalant de 10° environ les 12 directions de la force pour chaque échantillon. Si un
échantillon n’est pas satisfaisant à l’essai pour une des directions d’application de la force
d’essai, les essais sont recommencés sur un autre lot d’échantillons qui doivent tous
satisfaire aux essais recommencés.
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The surface of the test conductor shall be free of detrimental contamination or corrosion.
NOTE 1  If necessary, the inserted conductor may be permanently bent around obstacles, so that these do
not influence the results of the test.

NOTE 2  In some cases, with  the exception of the case of guidance for the conductors, it may be advisable
to remove those parts of the specimen which do not allow the deflection of the conductor corresponding to the
force to be applied.

A spring-clamp termination is fitted as for normal use with a solid copper conductor having
the smallest cross-sectional area as specified by the manufacturer and is submitted to a
first test sequence; the same spring-clamp termination is submitted to a second test
sequence using the conductor having the largest cross-sectional area, unless the first test
sequence has failed.

The force for deflecting the conductor is specified in table 2, the distance of 100 mm being
measured from the extremity of the terminal, including the guidance for the conductor, if
any, to the point of application of the force to the conductor.

The test is made with continuous current (i.e. the current is not switched on and off during
the test); a suitable power supply should be used so that the current variations are kept
within ±5 % during the test.

Table 2 – Values for wire deflection test

Cross-section of the test conductor Force for deflecting the test conductora

mm2 N

≤0,5
0,75
1,0
1,5
2,5
4
6

10

0,09
0,16
0,25
0,5
1,0
2,0
3,5
7,0

a The forces are chosen so that they stress the conductors close to the limit of elasticity.

c) Test procedure
A tenth of the test current assigned to the wire according to table 4 is passed through the
spring-clamp connection under test. A force, according to table 2, is applied to the test
conductor inserted in the spring-clamp termination under test in the direction of one of
the 12 directions shown in figure 3 and the voltage drop across this spring-clamp
connection is measured.  The force is then removed.
The force is then applied successively in each of the remaining 11 directions shown in
figure 3 following the same test procedure.
If at any of the 12 test directions the voltage drop is greater than 2,5 mV, the force is kept
applied in this direction until the voltage drop is reduced to a value below 2,5 mV, but for
not more than 1 min.  After the voltage drop has reached a value lower than or equal to
2,5 mV, the force is kept applied in the same direction for a further period of 30 s during
which period the voltage drop shall not have increased.
The other specimens of the set are tested following the same test procedure, but moving
the 12 directions of the force so that they differ by approximately 10° for each specimen.
If one specimen has failed at one of the directions of application of the test force, the tests
are repeated on another set of specimens, all of which shall comply with the repeated tests.

L
IC

E
N

SE
D

 T
O

 M
E

C
O

N
 L

im
ited. - R

A
N

C
H

I/B
A

N
G

A
L

O
R

E
FO

R
 IN

T
E

R
N

A
L

 U
SE

 A
T

 T
H

IS L
O

C
A

T
IO

N
 O

N
L

Y
, SU

PPL
IE

D
 B

Y
 B

O
O

K
 SU

PPL
Y

 B
U

R
E

A
U

.



– 24 – 60352-7   CEI:2003

Iessai

Distance d

F

IEC   1993/02

Contact à ressort

Sortie du conducteur du boîtier

Conducteur
d‘essai

Direction d‘application des forces
Force de
déflexion

Figure 3 – Indications pour l’essai de déflexion

5.2.2.3 Vibrations

L'essai doit être effectué conformément à l'essai 6d: vibrations, de la CEI 60512.

Le spécimen d'essai doit être fermement maintenu sur la table de vibrations.

Un exemple de montage d'essai adapté pour l'essai d’un composant avec une connexion à
ressort est représenté à la figure 4. La perturbation de contact doit être contrôlée durant l'essai
de vibrations conformément à l'essai 2e: perturbation de contact, de la CEI 60512.

La limite de la durée de la perturbation de contact doit être de 1 µs, sauf indication contraire de
la spécification particulière.

IEC   1994/02

Composant
avec connexion
à ressort

Dispositif de maintien

Fil

Longueur de fil libre

Table de vibrations

Figure 4 – Montage d’essai pour les vibrations
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Itest

Distance d

F

IEC   1993/02

Figure 3 – Information for the wire deflection test

5.2.2.3 Vibration

The test shall be carried out in accordance with Test 6d: Vibration, of IEC 60512-6-4.

The component shall be firmly held on a vibration table.

An example of a suitable test arrangement for testing a component containing a spring-clamp
connection is shown in figure 4. Contact disturbance shall be monitored during the vibration
test in accordance with Test 2e: Contact disturbance, of the IEC 60512 series.

The limit of duration of contact disturbance shall be 1 µs unless otherwise specified by the
detail specification.

IEC   1994/02

Figure 4 – Test arrangement, vibration
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Tableau 3 – Vibrations, sévérités d’essai

Gamme de fréquences, Hz 10 à 55 10 à 500 10 à 2 000

Durée totale, h 2,25 6 7,5

Amplitude du déplacement
au-dessous de la fréquence de transfert, mm

0,35 0,35 1,5

Amplitude de l’accélération
au-dessus de la fréquence de transfert, m/s2

− 50 200

Directions 3 axes 3 axes 3 axes

Nombre de balayages par direction 10 10 10

La sévérité de la gamme 10 Hz à 55 Hz doit être utilisée, sauf indication contraire.

5.2.2.4  Recâblage des connexions

Le but de cet essai est de vérifier l’aptitude des contacts à ressort ayant une gamme de
dimensions de fils spécifiée par le fabricant à supporter un nombre spécifié de recâblages.

Lorsque les contacts sont conçus pour accepter une gamme de dimensions de fils,

Pour le plus petit conducteur,
– tous les cycles, excepté le dernier, doivent être réalisés avec le conducteur de

dimension maximale spécifiée. Le dernier cycle ainsi que la mesure finale doivent être
réalisés sur le conducteur de dimension minimale spécifiée.

Pour le plus gros conducteur
– tous les cycles doivent être effectués avec le conducteur de dimension maximale

spécifiée. La mesure finale doit être effectuée avec le conducteur de dimension
maximale spécifiée.

Un fil dénudé de la plus grande dimension spécifiée doit être inséré dans le contact à ressort
en essai de la manière spécifiée. Après ceci, le conducteur doit être extrait de la manière
spécifiée. Ceci doit être considéré comme un cycle d’essai.

Le dernier cycle du nombre spécifié de recâblages consiste en une insertion seule du fil
dénudé, non préparé dans la borne, de manière qu’une connexion à ressort soit établie à la fin
du nombre de cycles d’essai spécifié.

Le même contact à ressort doit être soumis au nombre total exigé de cycles d’essai.

Une nouvelle partie du fil ou un nouveau fil du même type doit être utilisé pour chaque cycle
d’essai.

Sévérités d’essai:

La section du conducteur pour le dernier cycle et le nombre de cycles doivent être indiqués
dans la spécification particulière ou par le fabricant. Les valeurs préférentielles de nombre de
cycles sont 4, 20 ou 100.
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Table 3 – Vibration, test severities

Range of frequency, Hz 10 to 55 10 to 500 10 to 2000

Overall duration, h 2,25 6 7,5

Displacement amplitude below
the cross-over frequency, mm 0,35 0,35 1,5

Acceleration amplitude above
the cross-over frequency, m/s2 − 50 200

Directions 3 axes 3 axes 3 axes

Number of sweep cycles
per direction 10 10 10

Unless otherwise specified, the test shall be carried out in the 10 Hz to 55 Hz range.

5.2.2.4 Repeated connections and disconnections

The object of this test is to assess the ability of a spring-clamp termination with a wire
range specified by the manufacturer to withstand a specified number of connections
and disconnections.

If the termination is designed to accept a range of conductor sizes,

For the smallest conductor,

– all cycles but the last one shall be carried out with the largest conductor size specified. The
last cycle and the final measurement shall be carried out with the smallest conductor size
specified.

For the largest conductor,

– all cycles shall be carried out with the largest conductor size specified. The final
measurement shall be carried out with the largest conductor size specified.

A stripped wire of the largest size specified shall be inserted into the spring-clamp termination
under test in the specified manner. After this, the conductor shall be extracted in the specified
manner. This shall be considered as one test cycle.

The last of the specified number of test cycles consists of only inserting the unprepared
stripped wire into the termination, so as to have a spring-clamp connection at the end of the
specified number of test cycles.

The same spring-clamp termination shall be submitted to all the required number of test cycles.

A new part of the wire or a new wire of the same type shall be used for each test cycle.

Test severities:

The conductor cross-section for the last cycle and the number of cycles to be carried out shall
be specified by the detail specification or by the manufacturer. Preferred values for the number
of cycles are 4, 20 or 100.
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5.2.3 Essais électriques

5.2.3.1 Résistance de contact

L'essai doit être effectué conformément à l’essai 2a: résistance de contact, méthode du niveau
des millivolts, de la CEI 60512 ou l’essai 2b: résistance de contact, méthode du courant d’essai
spécifié, de la CEI 60512 suivant les indications de la spécification appropriée.

Un montage d'essai approprié est montré à la figure 5.

Point de mesure A Point de mesure B

IEC   1995/02

Pièce parcourue
par le courant

Force de serrage

Fil

Figure 5 – Montage d’essai, méthode du courant

Le point de mesure A doit être aussi proche que possible de l’extrémité du fil dans la
connexion à ressort, mais ne doit pas toucher l’extrémité du conducteur.

Pour réaliser des essais fiables et reproductibles, un bon contact avec le conducteur est
nécessaire aux points de mesure. En plaçant le point de mesure B à une distance
suffisamment éloignée de la connexion, divers moyens peuvent être utilisés pour s’assurer du
bon contact nécessaire avec le conducteur.

Un montage d’essai adapté peut être utilisé afin de garantir un bon contact à tous les points de
mesure. Il convient que le montage d’essai garantisse que les points de mesure soient placés
à des distances fixes, préalablement déterminées. Lorsque des pointes de touche de mesure
sont utilisées, celles-ci doivent être suffisamment arrondies pour éviter d’abîmer le conducteur.

Lorsque l’essai 2b est appliqué, le courant d’essai doit être de 1/10 du courant nominal du fil
selon le tableau 4, sauf indication contraire de la spécification particulière.

La résistance de contact maximale ne doit pas excéder la plus faible des valeurs suivantes:

– soit les valeurs de la résistance de contact maximale du tableau 4, ou
– 2,5 fois les valeurs initiales de la mesure.
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5.2.3 Electrical tests

5.2.3.1 Contact resistance

The test shall be carried out in accordance with Test 2a: Contact resistance – Millivolt level
method, or Test 2b: Contact resistance – Specified test current method, of IEC 60512, as
specified in the relevant specification.

A suitable test arrangement is shown in figure 5.

Measuring point A Measuring point B

IEC   1995/02

Figure 5 – Test arrangement, current method

Measuring point A shall be as close as possible to the end of the wire in the spring-clamp
connection but not touching the end of the conductor.

To achieve dependable and reproducible test results, good contact to the conductor at the
measuring points is necessary. By locating the measuring point B at a safe distance away
from the connection, any means to ensure the necessary good contact to the conductor
may be used.

A suitable test device may be used to ensure good contact at all measuring points. The test
device should ensure that the measuring points are located at predetermined fixed distances.
Where test probes are used, they shall be sufficiently rounded to avoid damaging of the
conductor.

When test 2b is applied, the test current shall be 1/10 of the rated current of the wire according
to table 4, unless otherwise specified by the detail specification.

The maximum contact resistance shall not exceed the lower of the following values:

– either the values of the maximum contact resistance of table 4, or
– 2,5 times the initial values of the measurement.
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Tableau 4 – Courant nominal des fils, résistances de contact initiale et finale

Section du conducteur
Courant nominal Résistance de contact

initiale

Résistance de contact
maximale après

conditionnement
électrique, climatique

et dynamique

mm2 A max. mΩ mΩ

0,08

0,22

0,34

0,5

0,75

1,0

1,5

2,5

4,0

6,0

10,0

1

4

5

6

9

13,5

17,5

24

32

41

57

10

4

3

2,5

1,7

1,1

0,8

0,6

0,45

0,35

0,25

20

8

6

5

3,4

2,2

1,6

1,2

0,9

0,7

0,5

5.2.3.2 Charge électrique et température

L'essai doit être effectué conformément à l’essai 9b: charge électrique et température, de la
CEI 60512. Sauf indication contraire dans la spécification particulière, les détails suivants
doivent être appliqués:

Température maximale de fonctionnement: 85 °C (THC)
Durée de l'essai: 1 000 h

Le courant d'essai doit être indiqué dans la spécification particulière.

5.2.4 Essais climatiques

Sauf indication contraire, les températures suivantes, température haute de la catégorie
climatique (THC) et température basse de la catégorie climatique (TBC) doivent être utilisées
pour les essais suivants.

5.2.4.1 Variations rapides de température

L'essai doit être effectué conformément à l'essai 11d: variations rapides de température, de la
CEI 60512.

Sauf indication contraire de la spécification particulière, les détails suivants doivent être
appliqués:

basse température: TA –40 °C (TBC)
haute température: TB 85 °C (THC)
durée de l'exposition: t1 30 min
nombre de cycles: 5
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Table 4 – Rated current of the wires, initial and final contact resistance

Conductor cross-section Nominal current Initial contact resistance

Maximum contact
resistance after

electrical, climatic,
dynamic conditioning

mm2 A max. mΩ mΩ

0,08
0,22
0,34
0,5
0,75
1,0
1,5
2,5
4,0
6,0

10,0

1
4
5
6
9

13,5
17,5
24
32
41
57

10
4
3
2,5
1,7
1,1
0,8
0,6
0,45
0,35
0,25

20
8
6
5
3,4
2,2
1,6
1,2
0,9
0,7
0,5

5.2.3.2 Electrical load and temperature

The test shall be carried out in accordance with Test 9b: Electrical load and temperature, of
IEC 60512. Unless otherwise specified by the detail specification, the following details shall
apply:

Maximum operating temperature: +85 °C (UCT)
Test duration: 1 000 h

Test current shall be as specified in the detail specification.

5.2.4 Climatic tests

Unless otherwise specified, the following upper category temperature (UCT) and lower
category temperature (LCT) shall be used in the following tests.

5.2.4.1 Rapid change of temperature

The test shall be carried out in accordance with Test 11d: Rapid change of temperature,
of IEC 60512.

Unless otherwise specified by the detail specification, the following details shall apply:

low temperature: TA –40 °C (LCT)
high temperature: TB +85 °C (UCT)
duration of exposure: t1 30 min
number of cycles: 5
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5.2.4.2 Séquence climatique

L'essai doit être effectué conformément à l'essai 11a: séquence climatique, de la CEI 60512. Sauf
indication contraire de la spécification particulière, les détails suivants doivent être appliqués:

– chaleur sèche,
température d'essai 85 °C (THC)

– froid,
température d'essai –40 °C (TBC)

– chaleur humide,
cycle restant 1

5.2.4.3 Essai de corrosion dans un flux de mélange de gaz

L’essai doit être effectué conformément à l’essai 11g: essai de corrosion dans un flux de
mélange de gaz, de la CEI 60512.

Sauf indication contraire de la spécification particulière, les détails suivants doivent être
appliqués:

Méthode: 1
Durée de l’essai: 10 jours

NOTE  La méthode 1 est un essai de mélange de deux gaz.

H2S: 100 ± 20 (10–9 vol/vol)

SO2: 500 ± 100 (10–9 vol/vol)

5.3 Programmes d’essais

5.3.1 Généralités

Lorsque les exigences de la séquence d’essais pour un composant, utilisant ce type de
connexion, comprennent déjà toutes les exigences des essais de cette spécification ou une
partie de celles-ci, ces essais ne doivent pas être refaits.

Avant les essais, les spécimens doivent être préparés. Chaque spécimen doit consister en une
borne à ressort et un fil inséré.

Lorsque des connexions réalisées avec des contacts acceptant une gamme de dimensions de
fils sont essayées, les essais doivent être effectués sur:

a) le nombre de spécimens spécifiés dans le tableau 5, réalisés avec les fils dont le
conducteur est aux dimensions minimales de la gamme,

et en plus,

b) le nombre de spécimens spécifiés dans le tableau 5, réalisés avec les fils dont le
conducteur est aux dimensions maximales de la gamme.

Lorsque des composants multicontacts avec contacts à ressort sont essayés, le nombre requis
de spécimens doit être uniformément réparti.

Avant de préparer les spécimens, on doit vérifier que:

a) les contacts à ressort et les fils adaptés sont utilisés;
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5.2.4.2 Climatic sequence

The test shall be carried out in accordance with Test 11a: Climatic sequence, of IEC 60512.
Unless otherwise specified by the detail specification, the following details shall apply:

– dry heat
 test temperature: 85 °C (UCT)
– cold

test temperature: –40 °C (LCT)
– damp heat

remaining cycle: 1

5.2.4.3 Flowing mixed gas corrosion test

The test shall be carried out in accordance with Test 11g: Flowing mixed gas corrosion test, of
IEC 60512.

Unless otherwise specified by the detail specification, the following details shall apply:

Method: 1
Duration of exposure: 10 days

NOTE  This test is a method with two mixed gases.

H2S: 100 ±   20  (10–9 vol/vol)

SO2: 500 ± 100  (10–9 vol/vol)

5.3 Test schedules

5.3.1 General

Where the requirements of the test sequence for a component employing these connections
include all or part of the test requirements of this specification, duplication of testing shall be
excluded.

Prior to testing, specimens shall be made. Each specimen shall consist of a spring clamp
termination with one wire inserted.

When connections with terminations designed to be suitable for a range of wire dimensions are
to be tested, the tests shall be carried out:

a) with the number of specimens specified in table 5 connected with wires having the mini-
mum conductor dimensions within the range,

and additionally
b) with the number of specimens specified in table 5 connected with wires having the

maximum conductor dimensions within the range.

When multipole spring-clamp connecting devices are to be tested, the required number of
specimens shall be distributed uniformly.

Before the specimens are prepared, it shall be verified that:

a) the correct spring-clamp terminations and wires are used;
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b) lorsque les connexions sont réalisées avec un outil:
– l’outil correct est utilisé;
– l’outil fonctionne correctement;

c) l’opérateur est capable de faire des connexions conformes à 4.6.

Tableau 5 – Nombre de spécimens requis

Programme d’essais Paragraphe Exigé dans tous les cas
Programme d’essais
de base, 5.3.2

5.3.2.2
–

10 ou 2 × 10
–

Programme d’essais
complet, 5.3.3

5.3.3.2.1
5.3.3.2.2
5.3.3.2.3
5.3.3.2.4

5 ou 2 x 5
5 ou 2 x 5
5 ou 2 x 5
5 ou 2 x 5

5.3.2 Programme d’essais de base

Lorsque le programme d’essais de base est applicable (voir 5.1.1), le nombre requis de
spécimens du tableau 5 doit être préparé, puis soumis à l’examen initial suivant 5.3.2.1.

5.3.2.1 Examen initial

Tous les spécimens doivent être soumis à l’essai 1a: examen visuel, de la CEI 60512.

5.3.2.1.1 Essais des connexions à ressort avec des contacts à ressort acceptant ou
non une gamme de fils spécifiée

10 spécimens, ou 2 × 10 spécimens.

Dans les cas où le contact couvre une gamme de dimensions de fil, les spécimens doivent être
choisis avec la dimension maximale du fil et le même nombre avec la dimension minimale
comprises dans la gamme.

Après l’examen initial de 5.3.2.1, tous les spécimens doivent être divisés en deux groupes
d’essai: 5 spécimens, ou 2 × 5 spécimens, selon le cas, doivent être soumis aux essais
suivants.

Essai Mesure à effectuer Exigences
Phase
d’essai Titre Paragraphe Titre N° d’essai

de la CEI 60512 Paragraphe

P1.1 Résistance de contact 2a ou 2b 5.2.3.1

P1.2 Déflexion du fil 5.2.2.2

P1.3 Vibrations 5.2.2.3 Perturbation de contact 6d et 2e 5.2.2.3

P1.4 Résistance de contact Comme P1.1 5.2.3.1

Après l’examen initial de 5.3.2.1, les 5 spécimens restants, ou les 2 × 5 spécimens, selon le
cas, doivent être soumis aux essais suivants.

Essai Mesure à effectuer Exigences
Phase
d’essai Titre Paragraphe Titre N° d’essai de

la CEI 60512 Paragraphe

P2.1 Recâblage des
connexions

5.2.2.4

P2.2 Tenue à la traction 5.2.2.1 Tenue mécanique 16t 5.2.2.1
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b) where the connections are made by tools:
– the correct tool is used;
– the tool works correctly;

c) the operator is able to produce spring-clamp connections which comply with 4.6.

Table 5 – Number of specimens required

Test schedule Subclause Required in all cases
Basic test schedule,
5.3.2

5.3.2.2
–

10 or 2 × 10
–

Full test schedule,
5.3.3

5.3.3.2.1
5.3.3.2.2
5.3.3.2.3
5.3.3.2.4

5 or 2 × 5

5 or 2 × 5

5 or 2 × 5

5 or 2 × 5

5.3.2 Basic test schedule

Where the basic test schedule is applicable (see 5.1.1), the number of specimens specified in
table 5 shall be prepared and subjected to the initial examination according to 5.3.2.1.

5.3.2.1 Initial examination

All specimens shall be subjected to Test 1a: Visual examination, of IEC 60512.

5.3.2.1.1 Testing of spring-clamp connections with spring-clamp terminations with
and without a specified wire range

10 specimens, or 2 × 10 specimens.

In those cases where the termination covers a range of wire sizes, specimens shall be selected
for a maximum wire size and the same number for the minimum wire size within the range.

After initial examination, 5.3.2.1, all specimens shall be divided into two test groups:
5 specimens or 2 × 5 specimens as applicable, shall be subjected to the following tests.

Test Measurement to be performed Requirement
Test phase

Title Subclause Title IEC 60512
test No. Subclause

P1.1 Contact resistance 2a or 2b 5.2.3.1

P1.2 Wire deflection 5.2.2.2

P1.3 Vibration 5.2.2.3 Contact disturbance 6d and 2e 5.2.2.3

P1.4 Contact resistance As in P1.1 5.2.3.1

After initial examination, 5.3.2.1, the remaining 5 specimens, or 2 × 5 specimens as applicable,
shall be subjected to the following tests.

Test Measurement to be performed Requirement
Test phase

Title Subclause Title IEC 60512
test No. Subclause

P2.1 Repeated connections
and disconnections

5.2.2.4

P2.2 Tensile strength 5.2.2.1 Mechanical strength 16t 5.2.2.1
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5.3.3 Programme d’essais complet

Lorsque le programme d’essai complet est nécessaire (voir 5.1.1), le nombre requis de
spécimens du tableau 5 doit être préparé, puis soumis à l’examen initial suivant 5.3.3.1.

5.3.3.1 Examen initial

Tous les spécimens requis doivent être soumis à l’essai 1a: examen visuel, de la CEI 60512.

5.3.3.2 Essais des connexions à ressort acceptant ou non une gamme de fils spécifiée

20 spécimens, ou 2 × 20 spécimens.

Dans les cas où le contact couvre une gamme de dimensions de fil, les spécimens doivent être
choisis avec la dimension maximale du fil et le même nombre avec la dimension minimale
comprises dans la gamme.
Ces spécimens doivent être divisés en quatre groupes d’essai.

5.3.3.2.1 Groupe d’essai A

5 spécimens, ou 2 × 5 spécimens, selon le cas

Essai Mesure à effectuer Exigences
Phase
d’essai Titre Paragraphe Titre N° d’essai de la

CEI 60512 Paragraphe

AP2.1 Recâblage des
connexions

5.2.2.4

AP2.2 Tenue à la traction 5.2.2.1 Tenue mécanique 16t 5.2.2.1

5.3.3.2.2 Groupe d’essai B

5 spécimens, ou 2 × 5 spécimens, selon le cas

Essai Mesure à effectuer Exigences
Phase
d’essai Titre Paragraphe Titre N° d’essai

de la CEI 60512 Paragraphe

BP1 Résistance de contact 2a ou 2b 5.2.3.1

BP2 Déflexion du fil 5.2.2.2

BP3 Charge électrique et
température

5.2.3.2 9e 5.2.3.2

BP4 Résistance de contact Comme BP1 5.2.3.1

5.3.3.2.3 Groupe d’essai C

5 spécimens, ou 2 × 5 spécimens, selon les cas

Essai Mesure à effectuer Exigences
Phase
d’essai Titre Paragraphe Titre N° d’essai de la

CEI 60512 Paragraphe

CP1 Recâblage des
connexions

5.2.2.4

CP2 Résistance de contact 2a ou 2b 5.2.3.1

CP3 Vibrations 5.2.2.3 Perturbation de contact 6d et 2e 5.2.2.3

CP4 Variations rapides de
température

5.2.4.1 11d

CP5 Séquence climatique 5.2.4.2 11a

CP6 Résistance de contact Comme CP1 5.2.3.1
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5.3.3 Full test schedule

Where the full test schedule is necessary (see 5.1.1), the required number of specimens
specified in table 5 shall be prepared and subjected to the initial examination according to
5.3.3.1.

5.3.3.1 Initial examination

All specimens required shall be subjected to Test 1a: Visual examination, of IEC 60512.

5.3.3.2 Testing of spring type connections with and without a specified wire range

20 specimens, or 2 × 20 specimens.

In those cases where the termination covers a range of wire sizes, specimens shall be selected
for a maximum wire size and the same number for the minimum wire size within the range.

These specimens shall be divided into four test groups.

5.3.3.2.1 Test group A

5 specimens, or 2 × 5 specimens as applicable

Test Measurement to be performed Requirement
Test phase

Title Subclause Title IEC 60512
test No. Subclause

AP2.1 Repeated connections
and disconnections

5.2.2.4

AP2.2 Tensile strength 5.2.2.1 Mechanical strength 16t 5.2.2.1

5.3.3.2.2 Test group B

5 specimens, or 2 × 5 specimens as applicable

Test Measurement to be performed Requirement
Test phase

Title Subclause Title IEC 60512
test No. Subclause

BP1 Contact resistance 2a or 2b 5.2.3.1

BP2 Wire deflection 5.2.2.2

BP3 Electrical load and
temperature

5.2.3.2 9e 5.2.3.2

BP4 Contact resistance As BP1 5.2.3.1

5.3.3.2.3 Test group C

5 specimens, or 2 × 5 specimens as applicable

Test Measurement to be performed Requirement
Test phase

Title Subclause Title IEC 60512
test No. Subclause

CP1 Repeated connections
and disconnections

5.2.2.4

CP2 Contact resistance 2a or 2b 5.2.3.1

CP3 Vibration 5.2.2.3 Contact disturbance 6d and 2e 5.2.2.3

CP4 Rapid change of
temperature

5.2.4.1 11d

CP5 Climatic sequence 5.2.4.2 11a

CP6 Contact resistance As CP1 5.2.3.1
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5.3.3.2.4 Groupe d’essai D

5 spécimens, ou 2 × 5 spécimens, selon les cas

Essai Mesure à effectuer Exigences
Phase
d’essai Titre Paragraphe Titre N° d’essai de

la CEI 60512 Paragraphe

DP1 Recâblage des
connexions

5.2.2.4

DP2 Résistance de contact 2a ou 2b 5.2.3.1

DP3 Essai de corrosion
dans un flux de
mélange de gaz

5.2.4.3 11g

DP4 Résistance de contact Comme DP1 5.2.3.1

5.3.4 Tableaux synoptiques

Pour une orientation rapide, les programmes d’essais détaillés en 5.3.2 et 5.3.3 sont répétés
sous forme de tableaux synoptiques, de manière simplifiée, sur la figure 6 et la figure 7.
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5.3.3.2.4 Test group D

5 specimens, or 2 × 5 specimens as applicable

Test Measurement to be performed Requirement
Test phase

Title Subclause Title IEC 60512
test No. Subclause

DP1 Repeated connections
and disconnections

5.2.2.4

DP2 Contact resistance 2a or 2b 5.2.3.1

DP3 Flowing mixed gas
corrosion test

5.2.4.3 11g

DP4 Contact resistance As DP1 5.2.3.1

5.3.4 Flow charts

For quick orientation, the test schedules detailed in 5.3.2 and 5.3.3 are repeated as flow charts
in a simplified manner in figure 6 and figure 7.
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Examen des pièces

Examen général des contacts à ressort et des fils 5.2.1

10 contacts à ressort, sans gamme de conducteurs spécifiée

2 x 10 ensembles de pièces de contacts à ressort adaptés pour une gamme de conducteurs dans tous les
cas, si applicable

5 contacts à ressort pour une gamme de fils spécifiée, en plus
 si applicable (voir 5.2.2.2 c))

•  Examen visuel Essai 1a

•  Examen de dimension et masse Essai 1b

Préparation des spécimens

Examen initial des connexions à ressort 5.3.2.1

10 spécimens de connexions à ressort pour un conducteur spécifié

2 x 10 ensembles de pièces de contacts à ressort adaptés à une gamme de conducteurs dans tous les cas,
 si applicable

10 ensembles de pièces de contacts à ressort pour une gamme de fils spécifiée, en plus,
 si applicable (voir 5.2.2.2 c))

• Examen visuel Essai 1a

Essais

Contact à ressort avec ou sans gamme
de fils spécifiée

- 5 spécimens avec des
contacts à ressort sans
gamme de conducteurs
spécifiée ou

- 2 x 5 spécimens avec
des contacts à ressort
adaptés à une gamme
de conducteurs
(5 spécimens pour le
conducteur min. et
5 spécimens pour le
conducteur max.),

si applicable

- 5 spécimens avec des
contacts à ressort sans
gamme de conducteurs
spécifiée ou

- 2 x 5 spécimens avec
des contacts à ressort
adaptés à une gamme
de conducteurs
(5 spécimens pour le
conducteur min. et
5 spécimens pour le
conducteur max.),

 si applicable

• Résistance
de contact    2a/2b

• Déflexion du fil 5.2.2.2

• Vibrations et
perturbation
de contact 6d et 2e

• Résistance
de contact 2a/2b

• Recâblage des
 connexions      5.2.2.4

•  Tenue
mécanique         16t

Figure 6 – Programme d’essais de base (voir 5.3.2)

IEC  1996/02

L
IC

E
N

SE
D

 T
O

 M
E

C
O

N
 L

im
ited. - R

A
N

C
H

I/B
A

N
G

A
L

O
R

E
FO

R
 IN

T
E

R
N

A
L

 U
SE

 A
T

 T
H

IS L
O

C
A

T
IO

N
 O

N
L

Y
, SU

PPL
IE

D
 B

Y
 B

O
O

K
 SU

PPL
Y

 B
U

R
E

A
U

.



60352-7   IEC:2003 – 41 –

Examination of parts

General examination of spring-clamp terminations and wires 5.2.1

10 of spring-clamp terminations  without a specified conductor range

2 × 10 sets of parts for spring-clamp terminations suitable for a conductor range in
all cases, as applicable

5 for spring-clamp terminations with a specified wire range, additionally,
as applicable (see 5.2.2.2 c))

•  Visual examination            Test 1a

•  Examination of dimensions and mass            Test 1b

Preparation of specimens

Initial examination of spring-clamp connections              5.3.2.1

10 specimens of spring-clamp connections with a specified conductor

2 × 10 sets of parts for spring-clamp terminations suitable for a conductor range in
all cases, as applicable

10 sets of parts of spring-clamp terminations with a specified wire range, additionally,
as applicable (see 5.2.2.2 c))

•  Visual examination            Test 1a

          Testing

Spring-clamp terminations with and without
a specified wire range

-5 specimens with
spring-clamp
terminations without
a specified conductor
range or

-2 × 5 specimens
with spring-clamp
terminations suitable
for a conductor range
(5 specimens for
the min. conductor
and 5 specimens for
the max. conductor)
as applicable

-5 specimens with
spring-clamp
terminations without
a specified conductor
range or

-2 × 5 specimens
with spring-clamp
terminations suitable
for a conductor range
(5 specimens for
the min. conductor
and 5 specimens for
the max. conductor)
as applicable

•  Contact resistance    2a/2b

•  Deflection of the wire     
                    5.2.2.2

•  Vibration and contact
disturbance         6d and 2e

•  Contact resistance   2a/2b

•  Repeated connections
and disconnections   
                  5.2.2.4

•  Mechanical strength 16t

Figure 6 – Basic test schedule (see 5.3.2)

IEC   1996/02
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Examen des pièces

Examen général des contacts à ressort et des fils 5.2.1

20 contacts à ressort, sans gamme de conducteurs spécifiée

2 x 20 ensembles de pièces de contacts à ressort adaptés à une gamme de
conducteurs, dans tous les cas, si applicable

•  Examen visuel Essai 1a

•  Examen de dimension et masse Essai1b

Préparation des spécimens

Examen initial des connexions à ressort 5.3.3.1

20 spécimens de contacts à ressort, avec un conducteur spécifié

2 x 20 spécimens de contacts à ressort adaptés à une gamme de conducteurs, si
applicable

10 contacts à ressort pour une gamme de fils spécifiée, en plus
 si applicable (voir 5.2.2.2 c))

•  Examen visuel Essai 1a

Essais

Contacts à ressort avec et
sans gamme de fils spécifiée

- 5 spécimens
avec des
contacts à
ressort sans
gamme de
conducteurs
spécifiée ou

- 2 x 5
spécimens avec
des contacts à
ressort adaptés
à une gamme
de conducteurs
(5 spécimens
pour le
conducteur min.
et 5 spécimens
pour le
conducteur
max.),

si applicable

- 5 spécimens
avec des
contacts à
ressort sans
gamme de
conducteurs
spécifiée ou

- 2 x 5
spécimens avec
des contacts à
ressort adaptés
à une gamme
de conducteurs
(5 spécimens
pour le
conducteur min.
et 5 spécimens
pour le
conducteur
max.),

si applicable

- 5 spécimens
avec des
contacts à
ressort sans
gamme de
conducteurs
spécifiée ou

- 2 x 5
spécimens avec
des contacts à
ressort adaptés
à une gamme
de conducteurs
(5 spécimens
pour le
conducteur min.
et 5 spécimens
pour le
conducteur
max.),

si applicable

- 5 spécimens
avec des
contacts à
ressort sans
gamme de
conducteurs
spécifiée ou

- 2 x 5
spécimens avec
des contacts à
ressort adaptés
à une gamme
de conducteurs
(5 spécimens
pour le
conducteur min.
et 5 spécimens
pour le
conducteur
max.),

si applicable

Groupe d’essais
A

Groupe d’essais
B

Groupe d’essais
C

Groupe d’essais
D

•  Recâblage
des connexions 

 5.2.2.4

•  Tenue
mécanique  16t

•  Résistance de
contact   2a/2b

Déflexion du fil
      5.2.2.2

•  Charge
électrique et
température 9b

•  Résistance de
contact   2a/2b

•  Recâblage
des connexions
5.2.2.4

• Résistance de
contact 2a/2b

•  Vibrations et
perturbations de
contact 6d et 2e

•  Variations
rapides de
températures
11d

•  Séquence
climatique 11a

•  Résistance de
contact  2a/2b

•  Recâblage
des connexions
5.2.2.4

• Résistance de
contact   2a/2b

•  Essai de
corrosion dans
un flux de
mélange de
gaz     11g

•  Résistance de
contact  2a/2b

Figure 7 – Programme d’essais complet (voir 5.3.3) IEC  1997/02
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Examination of parts

General examination of spring-clamp terminations and wires               5.2.1

20 spring-clamp terminations  without a specified conductor range

2 × 20 sets of parts for spring-clamp terminations,
suitable for a conductor range, in all cases, as applicable

•  Visual examination                            Test 1a

•  Examination of dimensions and mass                            Test 1b

Preparation of specimens

Initial examination of spring-clamp connections                             5.3.3.1

20 specimens for spring-clamp connections with a specified conductor

2 × 20 specimens for spring-clamp connections,
suitable for a conductor range, as applicable

10 spring-clamp terminations with a specified wire range, additionally as
applicable (see 5.2.2.2 c))

•  Visual examination             Test 1a

Testing

Spring-clamp terminations with and
without a specified wire range

-5 specimens with
spring-clamp
terminations without
a specified conductor
range or

-2 × 5 specimens with
spring-clamp
terminations suitable
for a conductor range
(5 specimens for
the min. conductor
and 5 specimens for
the max. conductor)
as applicable

-5 specimens with
spring-clamp
terminations without
a specified conductor
range or

-2 × 5 specimens with
spring-clamp
terminations suitable
for a conductor range
(5 specimens for
the min. conductor
and 5 specimens for
the max. conductor)
as applicable

-5 specimens with
spring-clamp
terminations without
a specified conductor
range or

-2 × 5 specimens with
spring-clamp
terminations suitable
for a conductor range
(5 specimens for
the min. conductor
and 5 specimens for
the max. conductor)
as applicable

-5 specimens with
spring-clamp
terminations without
a specified conductor
range or

-2 × 5 specimens with
spring-clamp
terminations suitable
for a conductor range
(5 specimens for
the min. conductor
and 5 specimens for
the max. conductor)
as applicable

Test group A Test group B Test group C Test group D

•  Repeated
connection and
disconnection
                     5.2.2.4

•  Mechanical strength
                       16t

•  Contact
resistance      2a/2b

•  Deflection of
the wire         5.2.2.2

•  Electrical load and
temperature     9b

•  Contact
resistance      2a/2b

•  Repeated
connections and
disconnections
                   5.2.2.4

•  Contact
resistance     2a/2b

•  Vibration and
contact disturbance
                6d and 2e

•  Rapid change of
temperature    11d

•  Climatic
sequence       11a

•  Contact
resistance     2a/2b

•  Repeated
connections and
disconnections
                   5.2.2.4

•  Contact
resistance    2a/2b

•  Flowing mixed
gas corrosion
test                11g

•  Contact
resistance     2a/2b

Figure 7 – Full test schedule (see 5.3.3)

IEC   1997/02
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6 Guide pratique

6.1 Courant limite

Il convient que la connexion à ressort soit capable de supporter le courant assigné à la section
du fil indiquée dans la spécification particulière.

Il convient de tenir compte du fait que le courant limite peut être influencé par:

– la matière du contact;
– le traitement de surface du contact;
– la section du conducteur;
– le traitement de surface du conducteur.

6.2 Informations sur les outils

Si le fabriquant de contact à ressort fournit un outil pour manœuvrer le ressort du contact,
celui-ci doit être utilisé.

6.3 Informations sur les contacts

Les informations suivantes sont basées sur l’expérience industrielle.

6.3.1 Caractéristiques de conception

Les contacts à ressort sont prévus pour accepter des conducteurs rigides, divisés ou souples
selon les indications de 4.5.2, sauf indication contraire du fabricant.

Les contacts à ressort sont prévus pour accepter des conducteurs sans préparation.

6.3.1.1 Types de contacts à ressort

6.3.1.1.1 Contact à ressort universel

Les contacts à ressort universels sont prévus pour accepter des conducteurs rigides, divisés
ou souples, sans préparation.

Des connexions de conducteurs insérés dans des contacts à ressort universels sont montrées
sur les figures 1a, 1b et 1c.

6.3.1.1.2 Contact à ressort non universel

C’est un contact pour le recâblage d’un seul conducteur spécifique, par exemple uniquement
des conducteurs rigides ou une combinaison spécifique de type de fils, comme des fils rigides
et divisés, mais non des fils souples.

Le fabricant doit définir le type de conducteurs que le contact à ressort non universel peut
accepter.

Une connexion de conducteurs insérés dans un contact à ressort non universel est montrée
sur la figure 1d.

6.3.1.1.2.1 Contact à ressort à introduction en poussant sur le fil

Un contact à ressort non universel dans lequel la connexion est faite en poussant un
conducteur rigide ou divisé.
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6 Practical guidance

6.1 Current-carrying capacity

The spring clamp connection should be suitable for carrying the current assigned to the wire
cross section specified in the detail specification.

Care should be taken that the current-carrying capacity can be influenced by:

– contact material;
– surface finish of the contact;
– cross-section of the conductor;
– surface finish of the conductor.

6.2 Tool information

If the manufacturer of the spring clamp termination provides a tool for operating the spring
clamp of the termination, this shall be used.

6.3 Termination information

The following information is based on industrial experience.

6.3.1 Design features

Spring-clamp terminations are intended to accept solid, stranded or flexible conductors as
indicated in 4.5.2 unless otherwise specified by the manufacturer.

Spring-clamp terminations are intended to accept unprepared conductors.

6.3.1.1 Types of spring-clamp terminations

6.3.1.1.1 Universal spring-clamp terminations

Universal spring-clamp terminations are intended to accept solid, stranded and flexible
unprepared conductors.

Connections of universal spring-clamp terminations with inserted conductors are shown in
figures 1a, 1b and 1c.

6.3.1.1.2 Non-universal spring-clamp terminations

A termination for the connection and disconnection of a specific conductor only, for example
solid conductors only or a special combination of wire types, like solid and stranded wires but
no flexible wire.

The manufacturer shall define the type of conductors the non-universal spring-clamp
termination can accept.

A connection of non-universal spring-clamp terminations with inserted conductors is shown in
figure 1d.

6.3.1.1.2.1  Push wire spring-clamp termination

A non-universal spring-clamp termination in which the connection is made by pushing in a solid
or stranded conductor.
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6.3.2 Matières

Les matières pour les contacts à ressort sont spécifiées en 4.3.1.

Normalement, les contacts à ressort sont prévus pour serrer des conducteurs en cuivre.

Dans des conditions humides, d’autres conducteurs montrant une grande différence de
potentiel électrochimique en regard du contact à ressort ne doivent pas être utilisés sans
préparation spéciale.

6.3.3 Etats de surface

Les matières de revêtement spécifiées en 4.3 sont normalement utilisées. Des contacts bruts
ou avec d’autres revêtements peuvent être utilisés à condition que leur compatibilité ait été
prouvée. Dans ce cas, le programme d’essais complet de 5.3.3 doit être appliqué (voir 5.1.1).

6.4 Information sur le fil

6.4.1 Généralités

Un conducteur sans préparation signifie un conducteur qui a été coupé et dont l’isolation a été
enlevée seulement pour l’insertion dans le contact à ressort.

Le fabricant peut recommander l’utilisation d’une préparation appropriée du fil et exiger un
outil.

L’extrémité des conducteurs divisés ou souples peut être étamée ou soudée, car le ressort de
serrage évite le risque de mauvais contact dû au fluage à froid de la soudure.

6.4.2 Matières

Selon 4.5.1, les conducteurs en cuivre recuit sont habituellement utilisés pour les connexions à
ressort.

En plus, les matières pour conducteur suivantes peuvent être utilisées:

– les alliages de cuivre;
– les alliages de nickel.

Dans ces cas, la séquence d’essais complète de 5.3.3 doit être utilisée (voir 5.1.1).

6.4.3 Etats de surface

Des conducteurs bruts ou revêtus d’étain ou d’alliage d’étain sont normalement utilisés
(voir 4.5.3).

Les surfaces doivent être exemptes de contamination ou de corrosion néfastes.

D’autres matières de revêtement peuvent être utilisées telles que l’argent ou le nickel. Dans ce
cas, la séquence d’essais complète de 5.3.3 doit être appliquée (voir 5.1.1).

6.4.4 Information sur le dénudage

Afin d’obtenir une connexion à ressort stable et de bonne qualité, il est nécessaire de réaliser
un dénudage correct du fil. La longueur de dénudage dépend du type et de la taille du contact
à ressort utilisé et doit être donnée par le fabricant.
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6.3.2 Materials

Materials for the spring-clamp termination are specified in 4.3.1.

Normally, spring-clamp terminations are intended to clamp copper conductors.

Under moist conditions, other conductors showing a large difference of electrochemical
potential with respect to the spring clamp termination shall not be used without special
preparation.

6.3.3 Surface finishes

The plating materials specified in 4.3 are normally used. Unplated terminations or other plating
materials may be used, provided their suitability has been proven. In this case, the full test
schedule of 5.3.3 shall be applied (see 5.1.1).

6.4 Wire information

6.4.1 General

Unprepared conductor means a conductor which has been cut and the insulation has been
stripped only for insertion into the spring-clamp termination.

The manufacturer may recommend the use of appropriate wire preparation and tools required.

The ends of flexible or stranded conductors may be tinned or soldered, as the spring-clamp
prevents the risk of poor contact due to cold flow of the solder.

6.4.2 Materials

According to 4.5.1, conductors made of annealed copper are commonly used for spring-clamp
connections.

The following additional conductor materials may be used:

– copper alloys;
– nickel alloys.

In these cases, the full test schedule of 5.3.3 shall be applied (see 5.1.1).

6.4.3 Surface finishes

Unplated conductors or conductors finished with tin, tin-alloy are normally used (see 4.5.3).

The surface shall be free of detrimental contamination or corrosion.

Other plating materials, such as silver or nickel, may be used. In this case, the full test
schedule of 5.3.3 shall be applied (see 5.1.1).

6.4.4 Stripping information

In order to obtain a good and stable spring clamp connection, it is necessary to meet the
correct stripping of the wire. The required stripping length depending on the type and size of
the spring clamp termination used shall be given by the manufacturer.
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Un fil correctement dénudé est montré à la figure 8, tandis que la figure 9 donne des exemples
de défauts de dénudage qui doivent être évités.

Empreintes sur
l’isolant du fil

IEC   1998/02

NOTE  Des empreintes sur l’isolation du fil dues à l’outil de dénudage
qui n’endommagent pas l’isolant sont permises.

Figure 8 – Fil correctement dénudé

Pour éviter de blesser le conducteur durant le dénudage, il convient que les lames de l’outil de
dénudage soient adaptées au diamètre du conducteur et à l’épaisseur de l’isolant.

Les exemples suivants de défauts de dénudage sont souvent causés par:

– une manipulation incorrecte;
– un réglage incorrect de l’outil de dénudage;
– un outil de dénudage dont les lames sont endommagées.

Distance entre lames de dénudage trop faible:
brins endommagés ou enlevés

Lames de dénudage émoussées ou mal réglées:
particules d’isolant sur la partie dénudée du fil

Isolant endommagé

Manipulation incorrecte du fil dénudé:
les brins sont détoronnés et le toron est épanoui

a)

b)

c)

d)

IEC   1999/02

Figure 9 – Exemples de défauts de dénudage
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A correctly stripped wire is shown in figure 8, while figure 9 shows some examples of stripping
faults which shall be avoided.

Indents on the
wire insulation

IEC   1998/02

NOTE  Indents on the wire insulation caused by the stripping tools 
which do not damage the insulation are permitted.

Figure 8 – Correctly stripped wire

To avoid damaging the conductor during stripping, the blades of the stripping tools should be
adapted according to the conductor diameter and the thickness of insulation.

The following examples of stripping faults are often caused by:

– inappropriate handling;
– incorrect adjustment of the stripping tools;
– damaged stripping blades of the stripping tool.

Distance between stripping blades too small:
strands damaged or removed

Stripping blades either blunt or not correctly
adjusted: particles of insulation on the stripped
part of the wire

Insulation is damaged

Inappropriate handling of stripped wire:
strands untwisted and wire bundle splayed

a)

b)

c)

d)

IEC   1999/02

Figure 9 – Examples of stripping faults
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6.5 Informations sur les connexions

Plusieurs types de connexions à ressort sont utilisés. Par conséquent, il est important de
choisir la combinaison adéquate du fil et du contact à ressort.

L’insertion et l’extraction des conducteurs doivent être réalisées en accord avec les
instructions du fabricant.

S’ il est nécessaire d’utiliser un outil (par exemple un tournevis) pour manœuvrer le ressort du
contact, il convient d’utiliser la taille appropriée indiquée par le fabricant.

Il convient que les contacts soient conçus et réalisés de manière que:

– chaque conducteur soit serré individuellement;
– au cours du câblage ou du décâblage, les conducteurs puissent être connectés ou

déconnectés soit en même temps, soit séparément.

Il convient que les connexions soient réalisées:

– soit par l’utilisation d’un outil non spécifique ou d’un dispositif pratique intégré au contact
pour l’ouvrir et aider à l’insertion et l’extraction du conducteur (par exemple un contact
universel);

– soit par simple insertion.

Pour la déconnexion du conducteur une opération autre que simplement tirer sur le conducteur
est nécessaire (par exemple sur les contacts à pousser sur le fil).

Il convient que les fils soient dénudés sur la longueur donnée dans la spécification particulière
applicable sans endommager les brins de la partie dénudée du conducteur et que la partie
dénudée soit propre et exempte de particules d’isolant.

Il convient de veiller à ce que tous les brins des conducteurs souples soient complètement
insérés.

Il convient de prendre un soin particulier durant l’insertion des fils avec les fils les plus petits, à
cause de la faible raideur des brins.

______________
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6.5 Connection information

There are different types of spring-clamp connections in use. Therefore, it is important to
choose the permitted combination of wire and spring-clamp termination.

The insertion and withdrawal of the conductors are intended to be made in accordance with the
manufacturer's instructions.

If it is necessary to use a tool (for example screw-driver) for operating the spring of the
termination, the appropriate size given by the manufacturer should be applied.

Terminals should be designed and constructed so that:

– each conductor is clamped individually;
– during the connection or disconnection the conductors can be connected or disconnected

either at the same time or separately.

The connection of the conductor should be made:

– either by the use of a general purpose tool or a convenient device integral with the terminal
to open it and to assist the insertion or the withdrawal of the conductor (for example for
universal terminals);

– or by simple insertion.

For the disconnection of the conductor, an operation other than a pull only on the conductor is
necessary (for example for push-wire terminals).

The wire should be stripped to the length given by the relevant detail specification without
damaging the strands of the stripped part of the conductor. The stripped part should be clean
and free from particles of insulation.

Notice should be taken that all strands of the flexible conductor are completely inserted.

Special care should be taken during the insertion of wires with small sizes because of low
stiffness of the strands.

___________
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Standards Survey

The IEC would like to offer you the best quality standards possible. To make sure that we
continue to meet your needs, your feedback is essential. Would you please take a minute
to answer the questions overleaf and fax them to us at +41 22 919 03 00 or mail them to
the address below. Thank you!

Customer Service Centre (CSC)

International Electrotechnical Commission
3, rue de Varembé
1211 Genève 20
Switzerland

or

Fax to: IEC/CSC at +41 22 919 03 00

Thank you for your contribution to the standards-making process.

Non affrancare
No stamp required

Nicht frankieren
Ne pas affranchir

 A  Prioritaire

RÉPONSE PAYÉE

SUISSE

Customer Service Centre (CSC)
International Electrotechnical Commission
3, rue de Varembé
1211  GENEVA 20
Switzerland
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Q1 Please report on ONE STANDARD  and
ONE STANDARD ONLY . Enter the exact
number of the standard: (e.g. 60601-1-1)

.............................................................

Q2 Please tell us in what capacity(ies) you
bought the standard (tick all that apply).
I am the/a:

purchasing agent R

librarian R

researcher R

design engineer R

safety engineer R

testing engineer R

marketing specialist R

other.....................................................

Q3 I work for/in/as a:
(tick all that apply)

manufacturing R

consultant R

government R

test/certification facility R

public utility R

education R

military R

other.....................................................

Q4  This standard will be used for:
(tick all that apply)

general reference R

product research R

product design/development R

specifications R

tenders R

quality assessment R

certification R

technical documentation R

thesis R

manufacturing R

other.....................................................

Q5 This standard meets my needs:
(tick one)

not at all R

nearly R

fairly well R

exactly R

Q6 If you ticked NOT AT ALL in Question 5
the reason is: (tick all that apply)

standard is out of date R

standard is incomplete R

standard is too academic R

standard is too superficial R

title is misleading R

I made the wrong choice R

other ....................................................

Q7 Please assess the standard in the
following categories, using
the numbers:
(1) unacceptable,
(2) below average,
(3) average,
(4) above average,
(5) exceptional,
(6) not applicable 

timeliness .............................................
quality of writing....................................
technical contents.................................
logic of arrangement of contents ..........
tables, charts, graphs, figures ...............
other ....................................................

Q8 I read/use the: (tick one)

French text only R

English text only R

both English and French texts R

Q9 Please share any comment on any
aspect of the IEC that you would like
us to know:

............................................................

............................................................

............................................................

............................................................

............................................................

............................................................

............................................................

............................................................

............................................................

............................................................

............................................................

............................................................

L
IC

E
N

SE
D

 T
O

 M
E

C
O

N
 L

im
ited. - R

A
N

C
H

I/B
A

N
G

A
L

O
R

E
FO

R
 IN

T
E

R
N

A
L

 U
SE

 A
T

 T
H

IS L
O

C
A

T
IO

N
 O

N
L

Y
, SU

PPL
IE

D
 B

Y
 B

O
O

K
 SU

PPL
Y

 B
U

R
E

A
U

.



    

Enquête sur les normes

La CEI ambitionne de vous offrir les meilleures normes possibles. Pour nous assurer
que nous continuons à répondre à votre attente, nous avons besoin de quelques
renseignements de votre part. Nous vous demandons simplement de consacrer un instant
pour répondre au questionnaire ci-après et de nous le retourner par fax au
+41 22 919 03 00 ou par courrier à l’adresse ci-dessous. Merci !

Centre du Service Clientèle (CSC)

Commission Electrotechnique Internationale
3, rue de Varembé
1211 Genève 20
Suisse

ou

Télécopie: CEI/CSC +41 22 919 03 00

Nous vous remercions de la contribution que vous voudrez bien apporter ainsi
à la Normalisation Internationale.

Non affrancare
No stamp required

Nicht frankieren
Ne pas affranchir

 A  Prioritaire

RÉPONSE PAYÉE

SUISSE

Centre du Service Clientèle (CSC)
Commission Electrotechnique Internationale
3, rue de Varembé
1211  GENÈVE 20
Suisse
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Q1 Veuillez ne mentionner qu’UNE SEULE
NORME et indiquer son numéro exact:
(ex. 60601-1-1)

.............................................................

Q2 En tant qu’acheteur de cette norme,
quelle est votre fonction?
(cochez tout ce qui convient)
Je suis le/un:

agent d’un service d’achat R

bibliothécaire R

chercheur R

ingénieur concepteur R

ingénieur sécurité R

ingénieur d’essais R

spécialiste en marketing R

autre(s).................................................

Q3 Je travaille:
(cochez tout ce qui convient)

dans l’industrie R

comme consultant R

pour un gouvernement R

pour un organisme d’essais/
  certification R

dans un service public R

dans l’enseignement R

comme militaire R

autre(s).................................................

Q4  Cette norme sera utilisée pour/comme
(cochez tout ce qui convient)

ouvrage de référence R

une recherche de produit R

une étude/développement de produit R

des spécifications R

des soumissions R

une évaluation de la qualité R

une certification R

une documentation technique R

une thèse R

la fabrication R

autre(s).................................................

Q5 Cette norme répond-elle à vos besoins:
(une seule réponse)

pas du tout R

à peu près R

assez bien R

parfaitement R

Q6 Si vous avez répondu PAS DU TOUT à
Q5, c’est pour la/les raison(s) suivantes:
(cochez tout ce qui convient)

la norme a besoin d’être révisée R

la norme est incomplète R

la norme est trop théorique R

la norme est trop superficielle R

le titre est équivoque R

je n’ai pas fait le bon choix R

autre(s) ................................................

Q7 Veuillez évaluer chacun des critères ci-
dessous en utilisant les chiffres
(1) inacceptable,
(2) au-dessous de la moyenne,
(3) moyen,
(4) au-dessus de la moyenne,
(5) exceptionnel,
(6) sans objet 

publication en temps opportun ..............
qualité de la rédaction...........................
contenu technique ................................
disposition logique du contenu ..............
tableaux, diagrammes, graphiques,
  figures ................................................
autre(s) ................................................

Q8 Je lis/utilise: (une seule réponse)

uniquement le texte français R

uniquement le texte anglais R

les textes anglais et français R

Q9 Veuillez nous faire part de vos
observations éventuelles sur la CEI:

............................................................

............................................................

............................................................

............................................................

............................................................

............................................................
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